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Elektronowy mikroskop skaningowy

EVO MA 15
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Skaningowy mikroskop elektronowy Zeiss EVO MA 15 jest
urzadzeniem przeznaczonym do badania mikrostruktury cial sta- XFlash 6/30

tych. Urzadzenie pozwala na uzyskiwanie obrazow elektronowych
probek o rozdzielczosct 3 nm przy napieciu 30 kV. Zakres mozli-
wych powigkszen wynost od 5 do 1 000 000 razy. Mikroskop
umozliwia obserwacje probek o masie do 500 gram (przy pelne;
ruchomosci stolika mikroskopu w kierunkach XYZ) lub do 5 kilo-
gramOw (wowczas ruch stolika ograniczony jest do kierunkow
wzdtuz os1 XY).

Mikroskop ma mozhwosc pracy w nastepuyj acych trybach:
wysokiej prozni (p < 10 Pa), do obserwacji i analizy probek
przewodzacych tadunek elektryczny,
niskiej prozni (10 Pa < p <400 Pa), do obserwacji 1 analizy pro-
bek nieprzewodzacych, bez koniecznosci pokrywania ich po-
wierzchnmi1 warstwa odprowadzajaca tadunek elektryczny).

Wewngtrzne wymiary komory roboczey mikroskopu to

365 mm (Srednica) x 275 mm (wysokos$¢).
Stolik mikroskopu jest zmotoryzowany w nastepujacych

Spektrometr dyspersji energii (EDS) XFlash 6/30 firmy Bruker
rozszerza mozliwosci badawcze skaningowego mikroskopu
elektronowego o doktadng 1 szybka analize chemiczng (jakosciowa
i iloSciowa) obserwowanych powierzchni zgtadow
metalograficznych.  Spektrometr  pozwala na  wykrycie
pierwiastkow o liczbie atomowej od 5 (bor) do 95 (ameryk).

os1ach:
przesuw w os1 X = 125 mm,
przesuw w os1 Y = 125 mm, P —

przesuw w os1 Z = 50 mm ,
pochylenie od 0-90 stopni,
rotacja ciggla 360 stopni.

Urzadzenie dysponuje nastepujacymi systemami detekcyi: - |

detektor elektronow wtornych SE, il

detektor elektronow wstecznie rozproszonych BSD. T'
Mlkroskop wyposazony jest dodatkowo w analizator EDS. gl

Istnieje  mozliwos¢ obserwacji w trybie dwukanalowym
(mozliwos¢ obserwowania sygnalow z dwoch detektorow na
dwoch roznych monitorach) lub mozliwos¢ naktadamia sygnalow
z obu roznych detektorow.




